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Structural identification of T phase of silicene on Ag(111) by atomic force microscopy 
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シリセンは Si原子がハニカム状に配列した二次元物質である。近年、シリセンはその優れた電

子特性により注目を集めている。例えば、シリセンのバンド構造中の K点にディラックコーン型

の分散が存在し、キャリアが質量のないディラックフェルミオンのように振る舞うことが示され

ている[1]。Si 原子は sp2 よりも sp3 の混成を好むため、シリセンは座屈構造を持っている。これ

まで、走査型トンネル顕微鏡(STM)および低速電子回折(LEED)は、シリセンの構造解析の手法と

して主に使用されてきた。しかし、シリセンは座屈の角度に応じて多様な構造をとり、さらにそ

れらが同一表面上に共存するため、その正確な構造決定は難しい。最近、非接触原子間力顕微鏡

(nc-AFM)を用いた Ag(111)上のシリセンの(4×4)相の観察が報告された[2]。その結果、AFMは STM

よりもシリセンに対する空間分解能が高いことが示された。STMは空間的に最も高い Si原子のみ

を画像化するが、高分解能の AFMイメージングは、すべての Si原子を画像化する。それにより、

Ag(111)上のシリセンの(√13×√13)R13.9°相の詳細な原子構造が初めて特定された[3]。 

本研究では、Ag(111)上のシリセンの T 相の AFM 観察について報告する。AFM 観察の結果、T

相のすべての Si原子を画像化することに成功した(Fig. 1)。この結果により、T 相がハニカム構造

を持つことが初めて示された。また、得られた AFM 像によって、T 相の原子配列には二つの異な

るタイプがあることも特定した[4]。これら二つのタイプの超構造の詳細について説明する。 

 

Fig. 1 二種類のシリセンの T相の高分解能 AFM像。 
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